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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

超伝導薄膜の微細構造観察を目的として、FE-SEMを使用した。

実験
Experimental FE-SEMによる超伝導薄膜の断面構造観察。

結果と考察
Results and Discussion

単結晶基板上に作製したYBa2Cu3Oy+BaHfO3薄膜の断面構造の観察を行った（図
１）。FE-SEMによる観察により、数100 nmの薄膜の膜厚測定及びEDXによる薄膜
内の組成分析に使用できることを確かめた。絶縁層のチャージについては以後、対
策が必要である。
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Figures, Tables and

Equations 1

図1. YBCO+BHO薄膜の断面SEM像
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